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Der Workshop ,Testmethoden und Zuverldssigkeit von Schaltungen und Systemen” ist das
bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet
des Tests, der Diagnose und der Zuverldssigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen
zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwiinscht sind
sowohl Beitrdge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begriiRen stark
praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beitrdge zu theoretischen Themen
unter anderem aus folgenden Bereichen:

e Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)

e  Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
e Defekt- und Fehlermodellierung

e Diagnose von Ausfallursachen

e Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme

e  Funktionale Sicherheit

e Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit

e  Statistische und maschinelle Lernverfahren fiir Test und Zuverlassigkeit
e  Systemtest und —zuverlassigkeit

e Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen

e Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test

e  Testgerechter Entwurf, DFT Methodik

e  Testkosten und Qualitat

e Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE P1838

Der Workshop findet im Victor’s Residenz-Hotel in Erfurt statt und wird
gemeinsam von den Hochschulen Nordhausen und Hamm-Lippstadt
organisiert. Es ist geplant die Veranstaltung vollstandig in Prdsenz
durchzufiihren. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung
ihres Beitrags im Umfang von maximal 2 Seiten (iber die Workshop-
Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den
Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben.
Angenommene Beitrdge werden auf Wunsch in den informellen Workshop-Handout aufgenommen.
Hierzu kann der Beitrag auf 4 Seiten erweitert werden.

Workshop-Homepage Wichtige Termine

www.tuz-workshop.de Einreichung von Beitragen: 86-3122 20.11.2022
Submission-Seite Benachrichtigung der Autoren: 18.12.2022
https://easychair.org/conferences/?conf=tuz23 Camera-ready-paper: 18.01.2023
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